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(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR MEASURING AN OBJECT FOR MEASUREMENT 

(54) Bczcichnung: VERFAHREN UND VORR1CHTUNG ZUR VERMESSUNG ETNES MESSOBJEKTS 

(57) Abstract: The invention relates to a 
method and device for measuring an object tor 
measurement, comprising at least one reference 
structure for the definition of an object coordinate 
system, fixed with relation to the object, by means 
of a measuring system, which comprises at least 
one sensor system for recording a contour of the 
object for measuring in a measurement coordinate 
system. According to the invention, the object 
for measurement is placed in a measuring position 
in the recording region of the sensor system, the 
position of the object coordinate system is fixed 
by means of the reference structure, the object 
coordinate system is linked to the measurement 
coordinate system, the sensor system is turned 
about a rotation axis relative to the object for 
measurement, in order to determine contour data 
and a processing of the contour data carried out in 
an analytical unit, taking into account the position 
of the object coordinate system. The invention 
further relates to an application for contour 
determination. 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung 

bctrifft cin Vcrfahrcn und cine Vorrichtung zur 
Vcrmcssung cincs Mcssobjckts, das zumindest 
cine Rcfcrcnzstruktur zur Definition cincs 
objektfesten Objcktkoordinatcnsystcms aufweist, 
mit Hilfc cines Mcsssystcms, das mindestens 
ein Sensorsystem zur Erfassung einer Kontur des 
Messobjekts in einem Messkoordinatensystem 
umfasst Erfindungsgemass wird das Messobjekt 
in einer Messposition im Erfassung sbereich des 




O Sensorsystems positioniert, die Lage des Objektkoordinatensystems anhand 
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der Referenzstruktur festgestellt, das ObjektkooixJinaten system mit dem Messkoordinatensystem verknlipft, das Sensorsystem um 
cine Drchachsc rclativ zum Mcssobjckt zur Ermittlung von Konturdatcn gcdrcht und cine Vcrarbcitung der Konturdatcn untcr Bcriick- 
sichtigung der Lagc des Objcktkoordinatcnsy stems in cincr Auswcrtccinhcit durchgefuhrt. Einsatz zur Konturcrmittlung. 



